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Wizyta delegacji GUM w SMU w Bratystawie

W dniu 6 grudnia 2006 r. delegacja polska w sktadzie: Wtodzimierz Sanocki — Prezes GUM,
Zbigniew Ramotowski — dyrektor Zaktadu Dtugosci i Kata, Grazyna Rudnicka — kierownik Laboratorium
Dtugosci w ww. Zaktadzie, ztozyta wizyte w Stowackim Instytucie Metrologii (SMU) w Bratystawie.

Celem wizyty byto zapoznanie sie ze stanowiskami pomiarowymi SMU, szczegélnie z dziedziny
dtugosci, oraz ustalenie tematow i zasad ewentualnej wspotpracy dwustronne;.

Podczas spotkania Prezes GUM przekazat Dyrektorowi Generalnemu SMU, Panu Stanislavowi
Duri$owi, liste proponowanych przez GUM tematéw wspotpracy, podkreélajac, ze jest to lista otwarta
i zachecajac do uzupetnienia jej o tematy interesujace SMU. Pan Stanislav Duri§ zaproponowat podpi-
sanie 0goinego porozumienia, ktérego tekst wreczyt Prezesowi GUM. Nastepnie delegacja polska zo-
stata zapoznana z wybranymi laboratoriami SMU, w tym z Laboratorium Promieniowania Jonizujacego,
Laboratorium Przeptywéw, Laboratorium Wzorcow Elektrycznych, Laboratorium Temperatury oraz
Laboratorium Czasu i Dtugosci. Podczas gdy Prezes GUM wraz Dyrektorem Generalnym SMU oma-
wiali zagadnienia zwigzane ze wspolng politykg obu urzedow, pozostali cztonkowie polskiej delegacii
przedyskutowali ze specjalistami ze SMU szczegoty wspotpracy w zakresie pomiaréw dtugosci.

Spotkanie zakoAczyto sie uroczystym podpisaniem porozumienia GUM — SMU, po czym Prezes
GUM podziekowat za $wietng organizacje spotkania i zaprosit Pana Stanislava Durisa do ztozenia
wizyty w GUM. Wstepnie ustalono date tej wizyty na marzec 2007 r.




Memorandum of Understanding
on
Cooperation in the Field of Metrology
between

Central Office of Measures (GUM),
‘Warszawa, Poland

and

The Slovak Institute of Metrology (SMU),
Bratislava, Slovak Republic

in the following referred to as “parties”,

believing that the cooperation between GUM and SMU will further the development of
metrolagy to the benefit of the two organizations which represent their respective countries in
the field of metrology,

considering the need for international harmonization of top metrological activities, especially
the comparability of national standards, declared in accordance with the Mutual Recognition
Arrangement (MRA) signed by the directors of the national metrology institutes,

understanding the need for, and significance of, metrology for the prospering of industry,
considering the bilateral interest in mutual scientific and technological cooperation,

agree on the following:

Section 1

The parties aspire to cooperate in a spirit of trust and confidence. To achieve this aim, they
will inform each other of focal points of work and the results achieved, come to an
understanding on joint projects in the fields of science and technology and exchange
personnel working in these fields.

Section 2
Cooperation will cover the following areas in particular:
1. preparation and realization of projects for the development of metrology,
2. comparison of national and other reference standards,
3. performance of scientific work in the field of metrology,

4. education and scientific training,

Section 3

This Memorandum shall enter into force the day it is signed by both parties. The parties may
agree in writing on supplements and extensions or on the cancellation of the Memorandum.

Warszawa, &l -'3] < 096 Bratislava, g L2 2;7&’(
For the For the
Central Office of Measures Slovak Institute of Metrology

OUUUOC)-UL'
Dr. WHodzimierz Sanocki Dr. Stanislav Duris
Pyesident Director General




Inauguracja EURAMET e.V.
w PTB Berlin

Dnia 11 stycznia 2007 r. w Berlinie utworzono EURAMET, europejskg organizacje metrologiczng posia-
dajacg osobowos$¢ prawna. Po wpisaniu EURAMET-u do Rejestru Stowarzyszen w Niemczech do nazwy
zostang dodane litery e.V.

Stowarzyszenie i jego sekretariat majg swojq siedzibe w Brunszwiku (Braunschweig)
38116 Braunschweig, Bundesallee 100, Niemcy.

Jezykiem stosowanym w EURAMET-cie jest jezyk angielski.

Po przyjeciu poprzez rezolucje i po podpisaniu Statutu EURAMET-u przez 26 cztonkow zatozycieli, ukon-
stytuowato sie Zgromadzenie Ogdlne, ktdre na okres trzech lat wybrato Przewodniczacego EURAMET-u
i jednego Wiceprzewodniczacego. Drugim Wiceprzewodniczacym EURAMET-u jest Przewodniczacy
EMRP (Europejski Program Badan Naukowych w Metrologii), wybrany przez Komitet EMRP na okres
trzech lat.

Przewodniczacym EURAMET-u na najblizszg kadencje zostat wybrany Pan Michael Kiihne z PTB,
Niemcy, a Wiceprzewodniczacym — Pan Arnold Leitner z BEV, Austria.

Przewodniczacym Komitetu EMRP, drugim Wiceprzewodniczacym EURAMET-u, zostat Pan Luc Erard
z LNE, Francja, a jego zastepca — Pan Ed de Leer z NMi, Holandia.

W berlinskim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gtéwnego Urzedu Miar.

===1

T B R T ———— : : = :
v | 7 Inauguration of EURAMET e.V. * //
» 11" January 2007, Berlin il
K Physikalis he Bundesanstalt e
| ; -
v 0y v B . -
i




Dokumenty dotyczace problematyki zwigzanej
Z nigpewnoscig pomiaru przygotowywane
pod auspicjami Miedzynarodowego Biura Miar

Grupa Robocza (WG 1) dziatajaca w ramach Wspoélnego Komitetu ds. Przewodnikéw w Metrologii
(Joint Committee for Guides in Metrology — JCGM), powotanego w 1997 r. pod kierownictwem dyrekto-
ra Miedzynarodowego Biura Miar (BIPM), przygotowuje szereg dokumentéw dotyczacych zagadnien
zwigzanych z opracowaniem danych pomiarowych pod wspolnym tytutem Evaluation of measurement
data. Dokumenty te, po uzyskaniu ostatecznej akceptaciji, bedg udostepnione w postaci elektronicznej
na stronach internetowych BIPM (www.bipm.org). Ponizej znajdujq sie tytuty poszczegdlnych opracowan
wraz z krotkim opisem ich zawartosci.

1. An introduction to the Guide and related documents

Dokument przedstawia istote podstawowych koncepcji zwigzanych z opisem wielkosci mierzonej
zawartych w kolejnych opracowaniach. Definiuje niepewno$¢ pomiaru jako parametr charakteryzujacy
rozproszenie wartoSci zwigzanych z wielkoscig mierzona. Podkresla role probabilistycznego podejscia
przy jej wyrazaniu w postaci rozktadu mozliwych warto$ci dla wielkosci mierzonej.

2. Concepts and basic principles

Dokument zawiera opis koncepcji dotyczacych:

- modelu matematycznego okre$lajacego powigzanie wielkosci wyjsciowych z wielko$ciami wejscio-
wymi,

- modelowania wielko$ci mierzonej w postaci rozktadu prawdopodobienstwa,

- estymowania wielko$ci mierzonej warto$cig oczekiwang rozktadu, a niepewno$ci standardowej
jego odchyleniem standardowym,

- wykorzystania petnej informaciji o wielkosci wejsciowej do okreslenia jej rozktadu prawdopodobien-
stwa z uwzglednieniem teorii Bayesa i zasady maksimum entropii,

— wyznaczania rozktadu prawdopodobienstwa wielkosci wyjsciowej przy zastosowaniu zasady propa-
gaciji rozktadow.

3. Supplement 1 to the Guide — propagation of distributions using a Monte Carlo method

Dokument dotyczy praktycznego zastosowania zasady propagacji rozktadéw w postaci symulacji
Monte Carlo. Wielko$¢ mierzona scharakteryzowana jest przez funkcje gestosci prawdopodobieristwa.
Jej warto$¢ oczekiwana traktowana jest jak najlepsza estymata wielkosci mierzonej, a odchylenie stan-
dardowe jako niepewno$¢ standardowa zwigzana z tg estymata. Przedstawiono algorytm postepowania
z uwzglednieniem liczby symulacji umozliwiajacej osiggniecie zatozonej doktadnosci obliczeniowej prze-
dziatu ufnosci dla wielko$ci mierzonej. Przyjeto dwie koncepcje przedziatu ufnosci — symetrycznego proba-
bilistycznie i najkrétszego dla zatozonego poziomu ufnosci. Ten drugi moze by¢ asymetryczny wzgledem
warto$ci oczekiwanej rozktadu zwigzanego z wielko$cig mierzong. Przedstawiono przyktady obliczeniowe
i procedure walidacyjng wyznaczania niepewnosci pomiaru metodami analitycznymi przy uzyciu symulacii
Monte Carlo.




4. Supplement 2 to the Guide — models with any number of output quantities

Dokument dotyczy modelu pomiaru, w ktérym wystepuje wiecej niz jedna wielkos¢ wyjsciowa (am-
plituda i faza; parametry krzywej wzorcowania; parametry opisujace geometrie powierzchni artefaktu).
Przedstawia prawo propagacji niepewno$ci w postaci macierzowej. Opisuje symulacje Monte Carlo dla
modeli wielowymiarowych, w celu wyznaczenia dla nich odpowiedniego wielowymiarowego rozktadu praw-
dopodobienstwa. Na jego podstawie mozna wyznaczy¢ odpowiednik przedziatu ufnosci, jak dla wielkosci
jednowymiarowych, w postaci obszaru ufnosci. Obszar ten w ogélnym przypadku powinien by¢ obszarem
najmniejszym dla okreslonego poziomu ufnosci. W przypadku wielowymiarowej funkcji Gaussa, jako roz-
ktadu wielkosci wyjSciowej, przybiera posta¢ hiperelipsoidy, a w innych przypadkach moze przyjmowac
postac hiperprostokata.

5. Supplement 3 to the Guide — modelling

Dokument dotyczy trzech gtéwnych zagadnien: tworzenia modelu pomiaru, klasyfikacji modeli oraz ich
obliczen. Tworzenie modelu pomiaru omawia powigzania wielko$ci wejsciowych z wielko$ciami wyjsciowy-
mi, przy znajomosci zjawisk fizycznych i praktyki pomiarowej. Uwzglednia sie tu oddziatywanie wielkosci
wptywajacych na wynik pomiaru. Mogg by¢ nimi zaréwno oddziatywania przypadkowe jak i systematycz-
ne. Klasyfikacja modeli dotyczy matematycznego opisu pomiaru bezposredniego i posredniego wielkosci
jedno i wielowymiarowej, w tym wektorowych, ze szczegdlnym odniesieniem do wielko$ci z dziedziny me-
trologii elektrycznej, akustycznej i optycznej. Obliczenia natomiast zwigzane sg z wyznaczaniem estymat
powyzszych wielko$ci i powigzanych z nimi niepewnosci z uwzglednieniem ich korelacji. Przedstawiono
liczne przyktady obliczeniowe dotyczace réznych dziedzin pomiarowych.

6. The role of measurement uncertainty in deciding conformance to specified requirements

Dokument dotyczy oceny zgodno$ci wielkosci mierzonej z okreslonymi wymaganiami. Wymagania
definiujg granice zgodnosci w postaci przedziatu ufnosci dla zbioru mozliwych wartosci dla wielkosci
mierzonej. Przedziat ten powinien obejmowaé warto$¢ oczekiwang i odchylenie standardowe rozktadu
zwigzanego z wielko$cig mierzong. Przedstawiono przyktad obliczeniowy, w ktérym do obliczen zastoso-
wano zasade propagaciji rozktadéw przy uzyciu symulacji Monte Carlo. Rozwazono przypadek przedziatu
dwustronnego z okreslonymi gorng i doing granicg oraz przypadek przedziatu jednostronnego z okreslong
tylko gdrna granicq i zerowq dolng warto$cig graniczna,.

7. Applications of the least-squares method

Dokument dotyczy zagadnienia wykorzystania metody najmniejszych kwadratéw przy wzorcowaniu
i adiustowaniu. Metoda umozliwia wyznaczenie funkcji okre$lajacej relacje pomiedzy wartoscig zadawang
wielkosci mierzonej a warto$cig odpowiedzi wzorcowanego lub adiustowanego urzadzenia pomiarowego.
Jej wynikiem jest okre$lenie parametréw adiustacji lub dopasowanie krzywej kalibracji. W procesie kalibra-
cji typowymi wielkoSciami zadawanymi sg warto$ci certyfikowanych wzorcéw odniesienia. Dopasowanie
powinno uwzglednia¢ fakt niepewnosci pomiarowych zwigzanych z tymi warto$ciami. Moze mie¢ posta¢
liniowej lub nieliniowej krzywej kalibracji, przy wyznaczaniu ktérej uwzglednia sie wiedze na temat zjawisk
fizycznych zwigzanych z wykonywanym pomiarem.




Najwazniejsze krajowe naukowe
spotkania metrologiczne w 2007 roku

Miedzyzdroje, 12 — 16 lutego 2007

W dniach od 12 do 16 lutego odbedzie si¢ VI Sympozjum nt. Niepewno$ci Pomiaru potaczone
z XX Seminarium Sekcji Ksztatcenia i Rozwoju Kadry Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.
Sympozjum tradycyjnie organizowane jest przez Zaktad Metrologii Instytutu Automatyki Przemystowej
Politechniki Szczecinskiej i Sekcje Ksztatcenia i Rozwoju Kadry Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
PAN pod patronatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar. Tematyka sympozjum obejmie szerokie spektrum
zagadnien, w tym:
e metody okre$lania niepewnosci: metoda Scista, metody zalecane w publikacji Wyrazanie niepewnosci
pomiaru. Przewodnik, metody przyblizone, symulacja Monte Carlo,
e zagadnienia ogdlne zwigzane z filozofig pomiaru i elementami statystyki matematycznej; hipotezy
o rozktadach prawdopodobiefistwa zmiennych wejsciowych,
e obliczanie niepewnos$ci w pomiarach najwyzszej doktadnosci, w ztozonych pomiarach wielko$ci fizycz-
nych statych w czasie i w systemach pomiarowych, przy wzorcowaniu i adiustacji,
oprogramowanie do obliczania niepewnosci,
przyktady okre$lania niepewnosci,
zagadnienia prawne zwigzane z obliczaniem niepewno$ci,
terminologie i symbolike w zagadnieniach niepewnosci.

Krakow, 9 — 13 wrzes$nia 2007

W dniach od 9 do 13 wrze$nia odbedzie si¢ Kongres Metrologii pod hastem ,,Metrologia — narzedzie po-
znania i droga rozwoju”, ktérego organizacjg zajmuje sie Katedra Metrologii Akademii Gérniczo-Hutniczej
w Krakowie. Kongresowi patronujg: Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN i Prezes Gtéwnego
Urzedu Miar. Tematyka Kongresu zostata podzielona na nastepujace zagadnienia:

e wspobtczesne problemy metrologii

— mikrosystemy pomiarowe; zagadnienia sprzetowe i projektowe, nowe technologie,

— systemy rozproszone i bezprzewodowe; interfejsy i protokoty, kompresja i transmisja danych,
fuzja danych pomiarowych; identyfikacja modeli ztozonych proceséw i obiektow,
metody i algorytmy analizy danych,
nowe problemy przetwarzania a/c; granice szybkosci i rozdzielczosci,

— czujniki i przetworniki z modulacjg $wiatta, czujniki elektrochemiczne i inne.

e stosowanie nowych metod pomiarowych

— pomiary biomedyczne; metody diagnostyki i analizy medyczne;j,
pomiary konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zrédet i przetwornikdw energii,
pomiary technologiczne i transportowe; obiekty ,inteligentne’,

— pomiary Srodowiskowe; rozpoznawanie stanéw zagrozenia,
pomiary i diagnostyka obiektow mechanicznych, pomiary akustyczne,
pomiary w zastosowaniach militarnych.




e wspodtczesne problemy podstaw metrologii; dydaktyka metrologii
— teoria i modelowanie systeméw pomiarowych,
wzorce i wielkosci odniesienia; pomiary doktadne, wzorcowanie i metrologia prawna,
pomiary kwantowe, wzorce kwantowe,
btedy, niepewnosci, wrazliwos¢,
dydaktyka metrologii; plany studiow, nowe tresci w podrecznikach.

todz, 24 — 26 wrzesnia 2007

W dniach 24 - 26 wrze$nia odbedzie sie XXXIX Miedzyuczelniana Konferencja Metrologow.
Organizatorem Konferencji jest Katedra Automatyzacji Proceséw Wiékienniczych Politechniki Lodzkiej.
Tematyka Konferencji obejmuje:

e podstawowe problemy metrologii — wzorce i wzorcowanie, niedoktadno$¢ pomiaru, pomiary: kwantowe,
doktadne, teoria systeméw pomiarowych, filozofia pomiaru;

e metrologie wielkoSci elektrycznych i nieelektrycznych — pomiary: elektryczne, magnetyczne, temperatu-
ry, optyczne, mechaniczne, chemiczne, wtdkiennicze, biomedyczne, w mikro- i nanotechnologi;

e przyrzady i systemy pomiarowo-kontrolne — inteligentne czujniki pomiarowe, wirtualne przyrzady po-
miarowe, rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne, mikrosystemy pomiarowe, systemy wbudowane,
komunikacja cztowiek-komputer w metrologii, tekstroniczne systemy pomiarowo-kontrolne;

e cyfrowe przetwarzanie i analize sygnatéw pomiarowych — filtracja cyfrowa, analiza: czestotliwosciowa,
czasowo-czestotliwosciowa, falkowa, przetwarzanie obrazéw, eksploracja danych (data mining), sieci
neuronowe;

e zastosowania metrologii — diagnostyka: techniczna, medyczna, pomiary $rodowiskowe, biometria, po-
miary przemystowe, telekomunikacja, bezpieczenstwo;

e dydaktyke metrologii — technologie informacyjng w edukacji, wirtualne laboratorium, zdalny dostep do
laboratorium, e-learning, metodyke nauczania, nowe podreczniki i programy.

Bedlewo koto Poznania, 25 — 27 wrze$nia 2007

W dniach 25 - 27 wrze$nia odbedzie sie VIl Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, w organizacji
ktdrego tradycyjnie wezmie udziat Gtéwny Urzad Miar, a cztonkami Komitetu Organizacyjnego beda po raz
6smy pracownicy Zaktadu Promieniowania Optycznego GUM. Tematyka Sympozjum obejmie szeroki wa-
chlarz zagadnien zwigzanych z pomiarami w kolorymetrii i spektrometrii oraz aspektami psychofizycznymi
barwy. Przewiduje sig, ze problemy poruszone w referatach i komunikatach beda nawigzywaty do motta
sympozjum ,Fizyka i psychofizyka barwy”, a jednoczesnie rozwijaty zagadnienia poruszane na dotychcza-
sowych spotkaniach sympozjalnych. Sympozjum odbedzie sie pod patronatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Miar.

Lepszemu zorientowaniu sie w tematyce poprzednich siedmiu sympozjow kolorymetrycznych stuzyé
moze informacja dostepna na stronie internetowej organizatoréw, gdzie znalez¢ mozna spisy tresci mate-
riatdw konferencyjnych publikowanych w latach 1996 — 2005.

http://www.gum.gov.pl/pl/site/organizacja/zaklady/optyczny/




Seminaria w Gtownym Urzedzie Miar
w 2007 roku

Komarka

Lp. Termin o Tytut referatu Autor
organizacyjna
1. | 16stycznia | Zakiad Metr.ologn Czas na Ziemi i w kosmosie Dr Albin Czubla
2007 Elektrycznej
2. 20 lutego | Zaktad Metrologii Spdjnosé pomiarowa gwarantem Elzbieta
2007 Elektrycznej ogdlnoswiatowej jednolitosci miar Michniewicz
3. 13 marca | Uniwersytet Czy tatwo jest zapewni¢ sp6jno$¢ pomiardw
2007 Warszawski chemicznych? Prof. Bwa Bulska
4, | 24 kwietnia |Sekretariat Naukowy | Niepewno$¢ pomiaru i metoda Monte Carlo
2007 Metrologii na podstawie Evaluation of measurement
data — Supplement 1 to the “Guide to the .
. o » | Pawet Fotowicz
expression of uncertainty in measurement
— Propagation of distributions using a Monte
Carlo method. Wprowadzenie teoretyczne
Zaktad Dtugosci Niepewno$¢ pomiaru i metoda Monte Carlo
i Kata na podstawie Evaluation of measurement
data — Supplement 1 to the “Guide to the .
; o , | Dariusz Czutek
expression of uncertainty in measurement
— Propagation of distributions using a Monte
Carlo method. Zastosowanie praktyczne
5. 15maja | Zaktad Metrologii Miedzynarodowe poréwnania "
. . . . Elzbieta
2007 Elektrycznej migdzylaboratoryjne w systemie o
. . Michniewicz
przekazywania jednostek miar
Sekretariat Naukowy | Wytyczne dotyczace pordwnan .
Metrologii miedzylaboratoryjnych GUM Pawet Fotowicz
6. | 19 czerwca |Zaktad Dtugosci Obliczanie stopnia rownowaznosci wynikéw | Zbigniew
2007 i Kata z poréwnan miedzylaboratoryjnych Ramotowski
7. 16 Sekretariat Naukowy | Znaczenie projektu IMERA dla rozwoju
N - s , Dobrostawa
pazdziernika | Metrologii EMRP (Europejskiego Programu Badan
N Sochocka
2007 w Metrologii)
8. | 21listopada |Sekretariat Naukowy | Miedzynarodowe Organizacje Dobrostawa
2007 Metrologii Metrologiczne Sochocka
Zaktad Dtugosci Znaczenie Porozumienia o wzajemnym
i Kata uznawaniu wzorcow i $wiadectw Jan Landowski
wzorcowania — CIPM MRA
9. 18 grudnia | Gabinet Prezesa Nowelizacja Migdzynarodowego stownika
2007 podstawowych i ogdinych terminéw Dr Jerzy
metrologii. Najwazniejsze zmiany Borzyminski
i uzupetnienia
10. | 15stycznia | Sekretariat Naukowy | Projekty dokumentéw Miedzynarodowego
2008 Metrologii Biura Miar zwigzane z problematykg Pawet Fotowicz

niepewnos$ci pomiaru




XXXVIII Miedzyuczelniana Konferencja Metrologow

W dniach od 4 do 6 wrzesnia 2006 r. odbyta sie kolejna, trzydziesta 6sma, edycja konferencji naukowe;
metrologéw MKM. W tym roku zorganizowana zostata przez Zaktad Systeméw Informacyjno-Pomiarowych
Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systeméw Informacyjno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej.
Obrady odbywaty sie w Ryni nad Zalewem Zegrzynskim i poswigcone byty szeSciu grupom zagadnien.
Pierwszg z nich stanowity podstawowe problemy metrologii z problematykq dotyczaca wzorcow jednostek
miar oraz wyznaczania niepewno$ci pomiaru. Drugq byty zagadnienia metrologii wielkoSci elektrycznych
i nieelektrycznych obejmujace pomiary: elekiryczne, magnetyczne, temperatury, optyczne, mechanicz-
ne oraz mikro- i nanotechnologii. Kolejna grupa dotyczyta przyrzadéw i systemow pomiarowo-kontrolnych,
a wsrdd nich: inteligentnych czujnikéw pomiarowych, wirtualnych przyrzgdéw pomiarowych, rozproszonych
systemdéw pomiarowo-kontrolnych, mikrosysteméw pomiarowych i komputeréw. Nastepng byta problematyka
cyfrowego przetwarzania i analizy sygnatéw pomiarowych, a w niej: filtracja cyfrowa, analiza czestotliwo$ciowa
i falkowa, przetwarzanie obrazéw, fuzja sensoréw i danych oraz sieci neuronowe. Ostatnie grupy tematyczne
stanowity zagadnienia dotyczace zastosowan metrologii i jej dydaktyki, obejmujace problematyke: diagnostyki
technicznej i medycznej, pomiaréw Srodowiskowych i przemystowych, biometrii, telekomunikacji, technologii
internetowych w edukacji oraz laboratoriéw wirtualnych.

W konferenciji uczestniczyli pracownicy GUM, ktdrzy przedstawili na oddzielnych sesjach tematycznych
dwa referaty:

- P. Fotowicz, R. Jabtonski: Przedziat ufnosci dla pomiaréw $rednic $wiattowodow laserowym przyrzadem
skanujgcym,
— A. Baranski, J. Ratajczak, P. Zawadzki: Ztoty kalibrator jako krotkotrwaty no$nik jednostki miary.

Pierwszy z powyzszych referatdw powstat we wspotpracy z Instytutem Metrologii i Systemdw Pomiarowych

Politechniki Warszawskiej.

Streszczenia referatow

Przedziat ufnosci dla pomiaréw Srednic $wiattowodéw laserowym przyrzadem skanujacym

Przedstawiono wykorzystanie analitycznej metody obliczania przedziatu ufnoSci przy opracowaniu
wyniku pomiaru $rednic widkien $wiattowodowych. Metoda pozwala na wyznaczanie przedziatu ufnoci
zgodnie z przyjetg jego definicjg zawarta w Uzupetnieniu do publikacji Wyrazanie niepewno$ci pomia-
ru. Przewodnik. Metode zastosowano do oceny niepewnosci pomiaru wykonywanego laserowym przy-
rzadem skanujgcym. Wtokno w trakcie pomiaru moze przemieszcza¢ sie w pewnym dozwolonym obsza-
rze pomiarowym. Przeprowadzona analiza pokazuje, jaki wptyw majq mozliwe przemieszczenia widkna
w przestrzeni pomiarowej na niepewnos¢ jego pomiaru.

P. Fotowicz, R. Jabtonski

Ztoty kalibrator jako krotkotrwaty nosnik jednostki miary

Ztoty kalibrator jest istotnym elementem spojnosci pomiarowej hierarchicznego uktadu wzorcowania przy-
rzadow pomiarowych do pomiaréw elektrycznych. Omoéwiono efektywnos¢ dwdch metod wzorcowania: uprosz-
czonej i poelementowej. Istniejg przypadki, w ktorych pierwsza z metod daje korzystniejsze rezultaty w postaci
zachowania lepszej spojnosci pomiarowej. Dla czterech z szesciu zakreséw pomiarowych napiecia statego
metoda uproszczona jest bardziej efektywna. Przyczyny tego nieoczekiwanego wyniku eksperymentu nalezy
upatrywa¢ w zastosowanym dzielniku napigcia.

A. Baranski, J. Ratajczak, P. Zawadzki
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| Miedzynarodowa Konferencja Oswietleniowa
krajow Grupy Wyszehradzkiej ,LumenV4”

W dniach 28 — 30 wrze$nia 2006 r. odbyta sie w Balatonfured (Wegry) | Miedzynarodowa Konferencja
Oswietleniowa krajow Grupy Wyszehradzkiej ,LumenV4", zorganizowana przez Komitety O$wietleniowe
Czech, Stowacji, Wegier i Polski z udziatem ok. 200 specjalistdw reprezentujacych szeroki zakres zainte-
resowan zwigzanych z rozwigzywaniem problemoéw o$wietleniowych takich jak: technika $wietina, barwa,
promieniowanie optyczne, fotobiologia, fotochemia. Delegacja polska liczyta ok. 40 0séb z gtéwnych orod-
kéw akademickich i przemystowych zwigzanych z branzg o$wietleniowa. Kolejna konferencja ,Lumen V4’
ma sie odby¢ jesienig 2008 r. na terenie Polski.

Podczas Konferencji przedstawiciele Gtownego Urzedu Miar zaprezentowali nastepujace referaty:

— tukasz Litwiniuk: ,Optical radiation measurements in Polish metrological administration”,

— Grzegorz Szajna (wspdtautorka Dorota Sobotko): ,Materiaty fosforescencyjne — pomiary parame-

tréw fotometrycznych”.

Dotychczasowy i przewidywany na przyszto$¢ udziat GUM wydaije sie by¢ istotny ze wzgledu na statq
potrzebe podnoszenia rangi metrologii promieniowania optycznego, nie zawsze odpowiednio docenianej
w gronie fachowcow z dziedziny techniki Swietine;.

Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000

W dniach od 18 do 20 pazdziernika 2006 r. odbyto si¢ w Wadowicach pigte Sympozjum pod hastem
,Metrologia w systemach zarzadzania jakoscig’. Celem sympozjum byto podniesienie $wiadomosci
w zakresie wymagan metrologicznych, wynikajacych z aktualnych norm i przepiséw prawnych oraz spo-
sobow ich spetnienia w procesach monitorowania i pomiardw stosowanych w systemach zarzadzania.
Sympozjum byto réwniez tradycyjnym spotkaniem specjalistow zajmujacych sie teoretycznymi i praktycz-
nymi problemami metrologii w systemach zarzadzania.

Przedstawiciele administracji miar wygtosili nastepujace referaty:
B. Lisowska, D. Jonaszek: Okre$lenie wtasciwosci przyrzaddw pomiarowych i potwierdzenie spetnienia
przez nie wymagan,
E. Michniewicz: Spojnos$¢ pomiarowa gwarantem ogdlno$wiatowej jednolitosci miar,
M. Tichy: Ocena zgodnosci przyrzadéw pomiarowych z wymaganiami dyrektyw MID i NAWI,
0. Dyczkowska-Uss: Wybrane zagadnienia procesu akredytacji administracji miar w latach 2005
- 2006,
— J. Landowski: Porozumienie CIPM MRA jako narzedzie monitorowania zdolno$ci pomiarowych krajo-
wych instytucji metrologicznych.
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Streszczenia referatow

OkreSlenie wiasciwosci przyrzadow pomiarowych i potwierdzenie spetnienia przez nie
wymagan

Referat przybliza uzytkownikom przyrzadéw pomiarowych wymagania formalno-prawne dotyczace
tych przyrzadéw. W tym celu oméwiono sposéb okreslania wtasciwosci przyrzadow pomiarowych oraz
podstawy prawne uzytkowania przyrzadéw pomiarowych w okreslonych obszarach. Przedstawiono takze
rézne rodzaje dokumentow wystawianych przez administracje miar w celu potwierdzenia spetniania wyma-
gan niezbednych przy uzytkowaniu przyrzadu, w zalezno$ci od jego przeznaczenia.

B. Lisowska, D. Jonaszek

Spojnos¢ pomiarowa gwarantem ogélnoswiatowej jednolitosci miar

Przedstawiono rozwoj dziatar majacych na celu wprowadzenie i zachowanie ogélnoswiatowej jednolitosci
miar. Zaprezentowano miedzynarodowg strukture metrologiczng oraz wyjasniono okre$lenie spéjnosci po-
miarowej oraz oméwiono metody jej zapewnienia i wptyw na jednolitos¢ ogoinoswiatowego systemu miar.

E. Michniewicz

Ocena zgodnosci przyrzadéw pomiarowych z wymaganiami dyrektyw MID i NAWI

W referacie oméwiono réznice pomiedzy dominujgcym obecnie klasycznym systemem prawnej
kontroli metrologicznej przyrzaddw pomiarowych i nowoczesnym systemem oceny zgodnosci, wypraco-
wanym w Unii Europejskiej, wchodzacym obecnie do stosowania w miejsce systemu prawnej kontroli me-
trologiczne;j.

M. Tichy

Wybrane zagadnienia procesu akredytacji administracji miar w latach 2005 — 2006

Celem referatu byto przedstawienie najistotniejszych aspektow procesu akredytacji administracji miar,
ze szczegdlnym uwzglednieniem akredytacji Gtownego Urzedu Miar. Omoéwiono wybrane zagadnienia
audytu akredytacyjnego w 2005 r.iaudytu w nadzorze, ktdry odbyt sie we wrze$niu 2006 r. Zaprezentowano
zestawienie najwazniejszych danych, ktore obrazuja zakres akredytacji uzyskanej w 2005 r. oraz rozsze-
rzenie akredytacji w roku 2006 .

0. Dyczkowska-Uss

Porozumienie CIPM MRA jako narzedzie monitorowania zdolno$ci pomiarowych krajowych
instytucji metrologicznych

W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia wynikajace z porozumienia CIPM MRA, ktdre dotyczy
wzajemnego uznawania panstwowych wzorcow jednostek miar oraz $wiadectw wzorcowania i Swiadectw
pomiaréw wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne.

J. Landowski
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Ogélnopolska konferencja naukowa
,JakoS¢ w chemii analitycznej”

W dniach 23 i 24 listopada 2006 r. odbyta sie konferencja poswiecona problemom zapewnienia jakosci
wynikéw w analizie chemicznej nieorganicznej i organicznej w kontek$cie przygotowywania jednolitego
europejskiego systemu metrologicznego. Tematyka konferencji obejmowata nastepujace zagadnienia:
metrologia w pomiarach chemicznych,
aspekty prawne zwigzane z systemem metrologicznym,
rola badan miedzylaboratoryjnych,
badania miedzylaboratoryjne w Polsce (organizacja i udziat),
rola certyfikowanych materiatéw odniesienia w pomiarach analitycznych,
rola akredytacji w zapewnieniu jako$ci wynikow pomiarow.

W konferencji uczestniczyta Pani Barbara Lisowska, wiceprezes GUM. Przedstawiciele administracii
miar przestawili nastepujace referaty:
— B. Lisowska: Dziatalnos¢ laboratoriow Gtdwnego Urzedu Miar w zakresie pomiarow chemicznych,
- A. Resztak: Zapewnienie spdjnosci pomiarowej w monitoringu jakosci powietrza,
- J. Lipinski: Skale pomiarowe w metrologii chemicznej,
— W. Koztowski: Zapewnienie jakosci wynikow w pomiarach konduktometrycznych,
- M. Kisielewicz: Problem jakoSci w alchemii.

Streszczenia referatéow

Dziatalno$¢ laboratoriow Gtéwnego Urzedu Miar w zakresie pomiarow chemicznych

Referat omawia dziatalno$¢ laboratoriéw Zaktadu Fizykochemii GUM w zakresie pomiarow fizykoche-
micznych, zwigzanych z pomiarami: promieniowania jonizujgcego, temperatury, wielkosci elektrochemicz-
nych, wilgotnoci, wielkosci spektrofotometrycznych oraz zagadnien zwigzanych z analizg gazéw. Zadania
te realizowane sq w szesciu laboratoriach, z ktérych trzy prowadzg dziatalno$¢ w zakresie metrologii
chemicznej. Dziatalno$¢ tych laboratoridw zostata przedstawiona pod katem: utrzymania panstwowych
wzorcow jednostek miar i wzorcodw odniesienia, Swiadczenia ustug metrologicznych, wspotpracy z instytu-
cjami krajowymi oraz wspotpracy miedzynarodowe;j.

B. Lisowska

Zapewnienie spdjnoSci pomiarowej w monitoringu zanieczyszczen powietrza

Laboratorium Gazowych Wzorcéw Odniesienia uczestniczyto w projekcie PHARE PL 0105.06. Dzieki
realizacji tego projektu w Laboratorium utworzono stanowiska do wytwarzania wzorcow gazowych stoso-
wanych w pomiarach srodowiskowych oraz do wzorcowania analizatorow stanowigcych wzorce odniesie-
nia w automatycznym systemie monitoringu zanieczyszczen imisyjnych powietrza. W laboratorium metodaq
grawimetryczng przygotowano wzorce: tlenkéw azotu, siarki i tienku wegla oraz uruchomiono kalibrator
i analizator ozonu. Uruchomiono rowniez systemy rozciericzer dynamicznych umozliwiajace wytwarzanie
strumieni gazu o zadanej zawartosci sktadnikéw.
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W prezentacji przedstawiono strukture automatycznego systemu monitoringu zanieczyszczen imisyj-
nych powietrza, role GUM w tym systemie oraz mozliwosci pomiarowe Laboratorium.
A. Resztak

Skale pomiarowe w metrologii chemicznej

W zwigzku z koncepcjg wprowadzenia pojecia pomiaru jakosciowego (rezolucja nr 13/2006 z 29. posie-
dzenia ISO/REMCO, Praga, 22 - 25 maja 2006 r.) omoéwiono to zagadnienie z punktu widzenia metrologii
teoretycznej. Podano naukowa definicje pomiaru oparta na matematycznym pojeciu relacji. Przedstawiono
najwazniejsze skale pomiarowe takie jak: nominalna, porzadkowa, interwatowa, ilorazowa i naturalna.
Wykazano, ze chemiczna analiza jakosciowa moze by¢ traktowana jako pomiar w skali nominalnej dy-
chotomicznej (dwuwartosciowej). W szczegélnosci oméwiono pomiar licznosci materii i jej podstawowg
jednostke miary — mol.

J. Lipinski

Zapewnienie jakosci wynikow w pomiarach konduktometrycznych

Omowiono warunki jakie powinny by¢ spetnione w celu zapewnienia spojnosci i pordwnywalnosci
wynikéw pomiaréw, zwracajac szczegdlng uwage na:

- stosowanie odpowiednich certyfikowanych materiatéw odniesienia (spdjnos¢ do wartosci przewodnosci
elektrycznej wtasciwej wyznaczonej metodg absolutng) do wzorcowania czujnikéw konduktometrycz-
nych,

— wzorcowanie przyrzadéw pomiarowych (konduktometrow),

— szacowanie niepewnosci wynikéw przy wzorcowaniu czujnikéw konduktometrycznych oraz pomiaréw
probek cieczy.

Oméwiono takze czynniki wptywajace na wyniki pomiaréw, w szczegdlnosci temperatury oraz atmos-
ferycznego CO,. Dla niektorych zakresow pomiarowych (np. ultraczysta woda) i wyznaczanych wartosci
wielkoSci (np. stopien zasolenia) wystepujg trudnosci w spetnieniu wszystkich ww. wymogow, co wynika
odpowiednio z braku wtasciwych materiatow odniesienia lub nieaktualnych definicji wielkosci.

Przedstawiono takze projekty prac, podejmowanych w skali migdzynarodowej w celu wzmocnienia
podstaw metrologicznych w tej dziedzinie pomiarowe;.

W. Koztowski

Problem jako$ci w alchemii

Referat prezentuje zagadnienia dotyczace jako$ci w badaniach nauk Scistych na przyktadzie alchemii.
Jako poprzedniczka i taczniczka wielu dziedzin, alchemia byta definiowana m.in. jako sztuka kosmiczna,
w ktdrej przenikanie sie $wiata materialnego i duchowego stanowito droge i sposob do samodoskonalenia
sie, madro$ci, dtugowiecznosci, a w koricu niesmiertelnosci. Tym samym kwestia jakosci w badaniach
przyrody podejmowanych przez alchemikéw byta sprawg pierwszorzedng, ujmowang na dwdch ptaszczy-
znach: materialnej, rozumianej jako czysto$¢ substancji oraz spirytualnej, rozumianej jako czysto$¢ umystu
i ducha. Owocem tych badan sg podwaliny potozone pod wiele nauk i dziedzin: chemii, fizyki, farmaci,
metalurgii i medycyny, by wymieni¢ tylko te najwazniejsze, ktore stanowig o rozwoju cywilizacyjnym wspot-
czesnego $wiata.

M. Kisielewicz
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Targi CONTROL-TECH
Seminarium Gtownego Urzedu Miar
,Akredytacja laboratoriow
urzedow administracji miar w Polsce”
(Kielce, 28 wrze$nia 2006 r.)

W czasie seminarium pracownicy administracji miar wygtosili nastepujace referaty oraz zaprezentowali

materiaty filmowe:

1.

Co to jest i czemu stuzy porozumienie CIPM MRA? — Jan Landowski (starszy metrolog w Gtéwnym
Urzedzie Miar),

Wybrane aspekty akredytacji laboratoriow GUM - Olga Dyczkowska-Uss (kierownik Zespotu ds.
Systemu Zarzadzania Jako$cig w Gtownym Urzedzie Miar),

Wzorcowanie to pewnos¢ i zaufanie — Piotr Koztowski (petnomocnik dyrektora ds. jako$ci w Okrego-
wym Urzedzie Miar w Warszawie),

Dziedziny pomiarowe akredytowane w Okregowym Urzedzie Miar w todzi w $wietle osiggnietych
celow i planéw na przysztos¢ — Piotr Romuald Nowakowski (dyrektor Okregowego Urzedu Miar
w Lodzi),

Akredytacja laboratoriow wzorcujgcych w Okregowym Urzedzie Miar we Wroctawiu — Grzegorz Galik
i Norbert Markiewicz (pracownicy Okregowego Urzedu Miar we Wroctawiu),

Wdrazanie zmian wynikajacych z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Okregowym Urzedzie Miar
w Katowicach — Stawomir Jeziorski (petnomocnik dyrektora ds. jakosci w Okregowym Urzedzie Miar
w Katowicach),

Prezentacja Zespotu Laboratoriow Wzorcujgcych Akredytowanych w Okregowym Urzedzie Miar
w Bydgoszczy (film 10 min) — wstep: Beata Koepke (dyrektor Okregowego Urzedu Miar w Bydgoszczy),
prezentacja: Janusz Baranowski (petnomocnik dyrektora ds. jakosci w Okregowym Urzedzie Miar
w Bydgoszczy),

Produkcja stempli legalizacyjnych i znacznikow (film 10 min) — Ryszard Muszynski (naczelnik Wydziatu
Nadzoru Metrologicznego w Okregowym Urzedzie Miar w Bydgoszczy).
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